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FEI TALOS F200S

RESUMEN
CATEGORIA Microscopio Electrénico de Transmision de Alta Resolucion (FEGTEM).
TECNICAS
®  Microscopia electronica de transmision.
® EDS
® BF,DF
®  Difraccién de electrones
® STEM: BF, ADF, HAADF
RESPONSABLES Francisco Varela // Consuelo Cerrillos.
LOCALIZACION Edificio CITIUS, Sétano, Ala Derecha.

CARACTERISTICAS TECNICAS

®  Tension de trabajo: 200 kV

®  Columna:

= Cafon de emision de campo (Schottky) con un potencial de aceleracion de,
hasta, 200 kV.
Goniometro informatizado y motorizado en 5 ejes.
Resolucién: 0.25 nm.
Obtencion de imagenes en campo claro, campo 0SCuro y campo 0SCuro
centrado.
Difraccion de electrones, con mecanismo de beam stop y longitudes de
camara entre 12-5700 mm.
Portamuestras de giro simple y doble de bajo fondo.

®  Cémara CCD Ceta16M:

= Sensor CCD de tipo CMOS DE 4k x 4k pixeles.
Centelleador de fosforo de alta resolucién.
Con capacidad de digitalizacién de 16 bits.
Area activa de 60 mm x 60 mm.
Realizacién de FFTs en tiempo real.
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®  Detector STEM:
= Modos de trabajo en STEM:
o BF (Campo claro).
o ADF (Campo oscuro anular).
o HAADF (Campo oscuro anular de alto angulo).

®  Imagenes STEM de hasta 4k x 4k pixeles, y 16 bits.
®  Permite mostrar imagenes de, hasta, 1k x 1k pixeles a 4 fps.



